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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

QUARTZ

POUR OSCILLATEURS

Section un : Valeurs et conditions normalisées
Section deux : Conditions de mesures et d’essais

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C.E.I. en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, eﬂﬂment dans la plus grande

2)

3)
4)

5)

les
est

nej

égles les recommandations de la C.E.L dans la

La présente publication contient
quartz pour oscillateurs.

hesure possible un accord International sur les sujets examinés.
Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées com

possédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils préparent ces regles, p

Dn reconnait qu’il est désirable que ’accord international sur ces que
¢gles nationales de normalisation avec ces recommandations dans ld
[ es Comités nationaux s’engagent & user de leur influence dans ce

les par les(Cond

mesure ou les conditions

¢ xperts a La Haye et a Philadelphie, il fut déo

ités nationaux.

nationaux ne
entale de ces

harmoniser les
le permettent.

onsabilité n’est

. concernant

oscillateurs,

h cing, Con-
de la C.E.L.

idé, en 1954,

"Etudes Ne 40: Piéces détachées pour équipements électriques,

h de Munich,
méthodes de
robation des
e et deuxiéme

I compte des

befvations regues; comme suite a cette réunion, des modifications furent soumises a l’ap;rrobation des

Comités nationaux suivant 1a Procedure des Deux Mois e fEviier 1959:
Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne Japon
Autriche ° Norvége
Belgique Pays-Bas
Danemark Royaume-Uni
Etats-Unis d’Amérique Suéde
France Suisse
Italie Yougoslavie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

QUARTZ CRYSTAL UNITS FOR OSCILLATORS

Section One : Standard values and conditions
Section Two : Test conditions

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the L.E.C. on technical matters, prepared by Techunical Committees on which
all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an inter-
national ¢onsensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by th
that sensg. )

3) In order [to promote this international unification, the LE.C. expresses the wish that all National Commi ving

as yet nd national rules, when preparing such rules, should use the L.LE.C. recommg basis
for these|rules in so far as national conditions will permit.

es in

4) The desirpbility is recognized of extending international agreement on these ma onize

national ional
Committ
5) The 1.LE.( bility
when an
This scil-
lators.
Part d as
LE.C. Publication 122-2.
Part B, containing Secfion 1da 1th Six,

Article shedts, is issued as I.
1954
t, to

Follo
to set up a
prepare reo

wing meef;

Meeti ¢ held in London in 1955 and in Munich in 1956. It|was
decided at thi ork on the sections containing the specifications and the measyring
methods w a draft to be submitted to the National Committees for appgoval

under the SfX s._ Acrordingly drafts of Sections One and Two were submitted to the Nat{onal
Committee

In vigw of the comuments received during the voting period, the draft was reviewed at a megting
held in Zutichdn October 1957, and as a result amendments were submitted to theé National Commi|ttees
under the Two Months” Procedure in February 1939.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Austria Netherlands

Belgium Norway

Denmark Sweden

France Switzerland

Germany United Kingdom

Italy United States of America

Japan Yugoslavia
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QUARTZ POUR OSCILLATEURS

SECTION UN — VALEURS ET CONDITIONS NORMALISEES

1.1 DOMAINE D’APPLICATION

La présente spécification est applicable aux quartz destinés aux circuits oscillateurs.

Elle doit étre utilisée conjointement avec la Publication 68 de la C.E.L.: Essais fondamentaux clima-
tiques et de robustesse mécanique des pieces détachées pour matériel électronique.

La présente spécification donne des informations générales et spécifie les méthodes de mesures et
d’essais communes a tous les modéles de quartz pour oscillateurs.

L’application des essais & chaque modéle de quartz et les exigence tes 2 chaque

En cas de désaccord entre les stipulations générales d’une part &tles fe iculiéres| de la section

1.2 OmBIET

Etablir des regles uniformes pour appréciation
des quartz, décrire les méthodes de mesures ¢
lisation de leurs caractéristiques ef\dimengsi
aptitude & supporter des condition
mécaniques et donner des directives

t climatiques
ur la norma-
d’aprés leur
e contraintes
oscillateurs.

1.3 TERMINOLOGIE

1.3.1 Termes géné

1.3.1.1 Coupe |du

et une orien-

d’un cristal,
permetfant d’appliquer a ce cristal un champ électrigue.

13.1.4 Résonateur a cristal

Cristal monte avec ses €lectrodes.
1.3.1.5 Quartz

Un ou plusieurs résonateurs montés dans un boitier.
1.3.1.5.1  Quartz métallisé

Quartz dont les électrodes sont constituées d’un film conducteur déposé sur les faces
appropriées du cristal.

* Pour le cristal non terminé, on utilise certains termes tels que: blank, lame ou barreau.
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1.1

1.2

[.3

QUARTZ CRYSTAL UNITS FOR OSCILLATORS

SECTION ONE — STANDARD VALUES AND CONDITIONS

ScorE

This specification relates to quartz crystal units intended to be used in oscillator circuits.

It shall be used in conjunction with I.LE.C. Publication 68: Basic climatic and mechanical robustness

testing procedure for components for electronic equipment.

This specification gives general information and general methods of test common to all types of

quartz ¢rystal units for oscillators.

The applicability of the tests to each type of crystal unit and the specific requg
will be [given in the article sheet relating to that type.

In case|of conflict between the requirements of this specification on thre one
sheets df Section Six (I.E.C. Publication 122-3) on the other, the latte

OBJECT

To establish uniform conditions for assessing the mechafical ;Y .

quartz rystal units, to describe test methods, to give, re i tandard values
dimensions and for classification into gromps acco li i ility te withstand extreme

tempergture, humidity, pressure or mecla
tenance| of crystal units in oscillators.
TERMS AND DEFINITIONS

1.3.1 General terms

1.3.1.1 | Crystal cut.

The orien obthe crystale

1.3.1.2 | Crystal eleme

1.3.1.3

1.3.1.4 | Cfystal vibrarér

test

icle

of
hnd
of

ce on the use and mhin-

rial.

ystal

A-mrounted-—crystatelerment—with—etectrodes:
1.3.1.5 Crystal unit
One or more crystal vibrators mounted in a holder.

1.3.1.5.1 Plated crystal unit

One in which the electrodes consist of thin conducting films deposited on appropriate faces

of the crystal element.

* For incompletely finished elements a number of terms is in use, such as blank, plate, wafer and bar.
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1.3.1.5.2 Quartz a lame d’air

Quartz ot il existe un certain espace entre une, ou plus, des électrodes, et le cristal.

1.3.1.5.3 Quartz monté sur fils
Quartz dans lequel le systeme de montage est constitué par deux fils, ou davantage, fixés
au cristal.

1.3.1.5.4 Quartz pincé .

Quartz dans lequel le cristal est uniquement serré entre des supports.

1.3.1.6 Mode de vibration

(‘nnﬁgnmfinn du monvement des pﬂrﬁ(‘n]ec élémentaires dans LHI=CQLIPS vibr nt, résultant

des contraintes appliquées a ce corps, de la fréquence de Poscillation etdes)cpnditions aux
limites. Les trois modes de vibration habituels sont: @) modgdde ; e d’extension
et ¢) mode de cisaillement.

1.3.1.7 Ordre d’un partiel

es fréquences

il au quotient
e plus voisin.

ence de réso-

et une résis-

ce 1.

iencé de résonance série f,

1
Fréquence satisfaisant la relation f, = —————— (voir 1.3.2.1).
iz ]/Ll G,

1.3.2.4 Fréquence de résonance f,
Fréquence la plus basse au voisinage de la fréquence nominale pour laquelle le quartz est
équivalent & une résistance pure.

1.3.2.5 Fréquence d’antirésonance f,

Fréquence la plus haute au voisinage de la fréquence nominale pour laquelle le quartz est
équivalent & une résistance pure.
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1.3.1.5.2 Gapped crystal unit

1.3.1.5.3

1.3.1.5.4

One in which there are spaces between one or more of the electrodes and the surface(s)
of the crystal element.

Wire-mounted crystal unit

One in which the mounting system consists of two or more wires attached to the crystal
element,

Clamped crystal unit

One in which the crystal element is mounted solely by clamping between supports.

1.3.1.6 Mode of vibration

The pattern of motion in a vibrating body for the individual particles resulting from stresses

igting.
1.3.1.7
L the
For
ental
1.3.2 | Electrical properties
1.3.2.4 Crystal unit equivalent circuit
n of
resonance S A eries,
this series arm, being ¢ .| The
parameters of the i of “ihductance; capacitance and resistance are usually fgiven
by L, C<>d i\ | capacitance is given by C,.
Note: Furthér i
1.3.2.7
unit
1.3.2.3
The frequency defined by f, = — — (see 1.3.2.1).

1.3.2.4

VLI bl

Resonance frequency f,

The lower of the two frequencies in the vicinity of a resonance at which the electrical im-
pedance of the crystal unit is resistive.

1.3.2.5 Antiresonance frequency f,

The higher of the two frequencies in the vicinity of a resonance at which the electrical im-
pedance of the crystal unit is resistive.
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1.3.2.6 Fréquence de résonance paralléle f,

(voir 1.3.2.1)

Fréquence satisfaisant la relation f, = ————=
CI Co

2n |

Cl + Co

1.3.2.7 Fréquence au maximum d’impédance f,

Fréquence pour laquelle le module de 'impédance du quartz est maximum.

Note: Des renseignements complémentaires sur les relations entre les fréquences caractéristiques d’un quartz
sont donmnes en appendice 1.

1.3.2.8 Résistance R, -

Résistance équivalente au quartz 2

1.3.2.9 Résistance paralléle R,

Résistance équivalente au quartz 2

1.3.3.1 Fréquence nominale

Fréquence pis

a fréquence

— précision d’ajustage (liée a la fabrication)
vieillissement
tolérance dans la gamme de température.

1.3.3.4 Plage de température de fonctionnement

Gamme de température, mesurée sur le boitier, dans laquelle le quartz doit satisfaire aux
conditions spécifiées de fréquence et de résistance.

1.3.3.5 Plage de température de service

Gamme de température mesurée sur le boitier, dans laquelle le quartz doit pouvoir fonc-

tionner quoique pas nécessairement dans les conditions spécifiées dans la gamme de tem-
pérature de fonctionnement.
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1.3.2.6

1.3.2.7

— 11 —

Parallel resonance frequency f,

1
The frequency defined by f, = —————— (see 1.3.2.1).

Frequency at maximum impedance f,

The frequency for which the absolute value of the electrical impedance of the crystal unit

shows a maximum.

1.3.2.8

1.3.2.9

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.33

Noler Further mformation on irequency relafionships in crystal units is included in Appen 1.

Resonance resistance R,

The resistance of the crystal unit at the resonance frequenc

Anti-resonance resistance R,

The resistance of the crystal unit at the antiresop@nce fréguen
Dperational properties &

Nominal frequency
The frequency assig pecifica f theycrystal unit.

gtion of oscillator and crystal unit.

ation of the working frequency from a given frequency
bination of causes.

1.3.34

1.3.3.5

Operating temperature range

due

The range of temperature as measured on the holder, over which the crystal unit will function

within the specified tolerances.

Operable temperature range

The range of temperature as measured on the holder, over which the crystal unit will function

though not necessarily within the specified tolerances.
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1.3.3.6 Résistance série équivalente (ESR, R'))

Impédance de I’ensemble du quartz en série avec une capacité (ou une inductance) donnée
a la fréquence la plus basse dans le voisinage de la fréquence nominale pour laquelle I’impé-

dance de I’ensemble est réelle.

1.3.3.7 Résistance paralléle équivalente (EPR, R',)

Impédance de ’ensemble du quartz en parallele avec une capacité donnée a la fréquence la
plus haute dans le voisinage de la fréquence nominale, pour laquelle 'impédance de 1’en-

semble est réelle.

1.3.3.8 Activité du quartz

Terme qualitatif exprimant comparativement la fa
dans des conditions semblables.

Note: Pour une comparaison quantitative de la fa
semblables, le ESR ou le EPR doit étre m

1.3.3.9 Niveau d’excitation

Mesure des conditions de fonttionne

1334 Boitier et support

osées au quartz, s’exprimant par

Hes conditions

la puissance

a fréquence

a fréquence

1.3.4.1 Boitier

Enveloppe assurant la protection du résonateur a cristal et de son montage.

1.3.4.2 Support

Dispositif dans lequel le quartz est enfiché et qui assure sa fixation et ses connexions élec-

triques.
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1.3.3.6 Equivalent series resistance (ESR, R’,)

The impedance of the combination of the unit in series with a stated external capacitance
(or inductance) at the lower of the two frequencies in the vicinity of the nominal frequency,

for which the electrical impedance of the combination is real.

1.3.3.7 Eguivalent parallel resistance (EPR, R',)
Performance Index (P.1., R',)

The impedance of the combination of the unit in parallel with a stated external capacitance
at the higher of the two frequencies in the vicinity of the nominal frequency for which the

electrical impedance of the combination is real.

1.3.3.8 |Crystal activity

conditions.

INote: For a quantitative comparison of the ability of crystal
ESR or EPR must be measured.

1.3.3.9 |Level of drive

A measure of the conditions imposed™
dissipated, current or voltage.

1.3.3.10 |Unwanted respons

A state of teson
frequency<>

1.3.3.11

1.3.4 Holder and socket

he

pressed in terms of the poper

Qr other than that associated with the nominal

ance associated with the crystal unit in an oscillator to determine

1.3.4.1 Holder

The enclosure protecting the crystal vibrator(s) and mounting.

1.3.4.2 Socket.

A mounting into which the crystal unit is inserted to hold the crystal unit and to provide

electrical connection.
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1.4 CLASSIFICATION EN CATEGORIES

1.4.1 Classification systématique des composants électroniques

1.4.1.1 Généralités

Les composants électroniques sont destinés & étre incorporés dans divers matériels et doivent
de ce fait satisfaire & de nombreuses conditions climatiques et mécaniques, qui sont déter-
minées par I'utilisation, le stockage ou le transport des matériels sous divers climats et par les

conditions dans lesquelles les piéces sont appelées a fonctionner & I’intérieur
eux-mémes.

des appareils

Pour déterminer I’aptitude fonctionnelle des composants on les soumet % uneg
i dans/le

dppose, suivant ses degrés de sévérité, des
soit astreinte a la corrosion.

rtain nombre
tableau I et

it de fournir

lant approxi-

5 des différents

e tableau un
d nombre de
ement réduit

applications
ns, a la basse

applications

ine piéce est
catégorie est

ifants:

" chiffre: Degré de sévérité de Iessai combiné de froid sec, de vibration et de variations

rapides de température.

¢ chiffre: Degré de sévérité de ’essai de chaleur séche.

"¢ chiffre: Degré de sévérité commun aux essais de chaleur humide (longue durée et accé-

1éré) et de corrosion.

Pour appartenir & une catégorie déterminée un composant électronique doit s

atisfaire a la

totalité des essais correspondants & son numéro de classification, selon le tableau ci-aprés.
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1:4 CLASSIFICATION INTO GROUPS

1.4.1

1.4.1.1

1.4.1.2

Systematic classification of electronic components

General

Components may be incorporated in various equipments and consequently must satisfy
many climatic and mechanical conditions. The conditions are determined by the usage,
storage or transportation of equipments in various climates and by the working conditions

inside such equipment.

To determine the operational suitability of the components they are subjécted
of standardized climatic and mechanical robustness tests as set out i
and as specified in LE.C. Publication 68.

a mumber

conditions of service. e i i ble,
page 17. i
and vice versa.

operate in,such
On the c@

corfesponding fespectively to the degrees of the following basic severities.

rirst figure:  Degree ol severity of the combination of dry cold test together with the

vibration, bumping and rapid change of temperature tests.

Second figure: Degree of severity of the dry heat test.

Third figure: Degree of severity of the combination of damp heat test (long term and

accelerated) and corrosion tests.

In order to belong to a specified category a component shall satisfy the whole set of tests

specified by its group number.

able

tion
tual

pted

Prity
s 1S

hent
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Numéro de
classification

Application

Essais et degrés de sévérité .
correspondants

ler chiffre

3 Matériel fonctionnant aux altitudes Froid sec, sévérité II1 (—65°C)
extrémes Vibrations
Secousses
Basse pression atmosphérique, sévérité IV (85 mb)
Variations rapides de température
4 Matériel aéroporté pour hautes altitudes Froid sec, sévérité IV (—55°C)
et applications similaires Vibrations
Secousses
Basse pression ‘atmosphérique, sévérité IV (85 mb)
Variations ranides de teammd
) o
S Matériel fonctionnant dans des condi- Froid sec, sévérité
tions moins sévéres que les précédentes Vibrations
Secousses
#1V (300 mb)
6 Matériel destiné aux applications indus-
trielles et & 1’utilisation au sol dans des
conditions assez sévéres
7

Matériel d’usage domestique /Q

Froidasee, séyérité VII (—10°C)
eC s

2me chiffre

[~-BEN R« W R SN L )

haleur séche, sévérité I  (155°C)
aleur séche, sévérité III  (125°C)
haleur séche, sévérité IV (100°C)
Chaleur séche, sévérité V. ( 85°C)
Chaleur séche, sévérité VI ( 70°C)
Chaleur séche, sévérité VII ( 55°C)
Chaleur séche, sévérité VIII ( 40°C)

3me chiffre

4 Chaleur humide, essai de longue durég, sévérité IV
(84 jours)
Chaleur humide, essai accéléré, sévérité|IV (6 cycles):
Brouillard salin, sévérité V
5 Matériel utilisé en climat semi-tropical Chaleur humide, essai de longue durde, sévérité V
ou dans des conditions telles qu’une (28 jours)
grande résistance 4 un séjour en atmo- Chaleur humide, essai accéléré, sévéritq V (2 cycles)
sphére humide est nécessaire
6 Matériel utilisé en climat tempéré Chaleur humide, essai de longue durée, sévérité VI
(7 jours)
7 Matériel et sous-ensembles étanches

Chaleur humide, essai de longue durée, sévérité VII
(7 jours + 6 heures de reprise assistée)

Chaleur humide, essai accéléré, sévérité VI (1 cycle
-+ 6 heures de reprise assistée)
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Group . o peys . .
designation Operational suitability Tests and associated severities
First figure

3 For use at extreme altitudes Dry cold, Severity IIT (—65°C)
Vibration
Bumping
Low air pressure, Severity IV (85 mb)
Rapid change of temperature

4 For use in high altitude aircraft and Dry cold, Severity IV (—55°C)

similar applications Vibration

Bumping
Low air pressure, Severity 1V (85 nﬂ)L
Rapid change of temperature

5 For use in less extreme conditions than 4 Dry cold, Severity V (—40°
Vibration
Bumping

6 For industrial applications and ground

use in fairly extreme conditions
7 For use in domestic applications —10°C)
Second flgure

2 (155°C)

3 (125°C)

4 (100°C)

5 ( 85°0)

6 D}y heat, Severity VI ( 70°C)

7 ry heat, Severity VII  ( 55°C)

8 Dry heat, Severity VIIT ( 40°C)

Third figure

4 Damp heat, long term exposure, Severity IV (84 dhys)
Damp heat, accelerated, Severity IV (6 cycles)
Salt mist, Severity V

5 Damp heat, long term exposure, severity V (28 dhys)
Damp heat, accelerated, severity V (2 cycles)

6 For general use in temperate climates Damp heat, long term exposure, severity VI (7 days)

7 For use in sealed equipments or assem-

blies

Damp heat, long term exposure, severity VII (7 days
-+ 6 hours standard drying)

Damp heat, accelerated, severity VI (1 cycle + 6 hours
standard drying)
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Exemple

Pour appartenir 3 la catégorie 444 un composant électronique doit satisfaire 4 tous les essais

suivants:

a) Froid sec, sévérité IV (—55°C)
Vibrations
Secousses

Basse pression atmosphérique, sévérité IV (85 mb)
Variations rapides de température

b) Chaleur séche, sévérité IV (100°C)

¢) Chaleur humide, essai de longue durée, sévérité IV (84 jours)
Chaleur humide, essai accéléré, sévérité IV (6 cycles)
" Brouillard salin, sévérité V.

1.4.2  Classification pour les quartz

1.5

mum de fréquence admis dans la gamme de temperature de fonction-
nement par rapport 3 la fréquence nominale:

es principes
onstaté qu’il
5°C au lieu
iculi¢re de la

ion générale

les exigences

, | 25, 4- 20,

-+ 200 % 10—°

50 x 10~

Ecart maximum de fréquence admis & 20°C par rapport a la fréquence nominale: 4+ 10x 10~°

3. Pour un quartz qui est utilisé & température contrdlée (par ex. & 75° 4 5°C) il
est usuel de donner une tolérance partielle:

Ecart maximum de fréquence admis dans la gamme de température de fonction-
nement par rapport a la fréquence nominale: +

Ecart maximum de fréquence admis dans la gamme de température de fonction-
nement par rapport a la fréquence mesurée a 75°C: +

20 x 10—°

5% 10~
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Salt mist, ‘Severity V.
1.4.2 (Classification of crystal units
eral
bary
ven
E.C.
b to
the
1.5 TOLERA
The st4 20,
£ 15 ¢ 10, + 5, & 1,
In gengdral, the lower v4
. Exampl
1. For
whej
Maxi
with -+ 200 x fo—*
2. For
spedi
Magimum permissible frequency deviation over the operating temperature range
Witl’_tﬁsp("(‘f to the nominal Frpqnpnr\y- —+—50->1 —6
Maximum permissible frequency deviation at 20°C with respect to the nominal
frequency: + 10x10~°
3. For a unit to be used under temperature controlled condition (e.g. at 75 ;‘C 5°C)
it is usual to give partial tolerances:
Maximum permissible frequency deviation over the operatlng temperature range
with respect to the nominal frequency: + 20x10~°
Maximum frequency deviation over the operating temperature range with respect
to the measured frequency at 75°C: + 5x107¢

— 19 —

Example

In order to belong to the category 444 a component shall satisfy all the following tests:

a) Dry cold, Severity IV (—55°C)
Vibration
Bumping
Low air pressure, Severity IV (85 mb)
Rapid change of temperature.

b) Dry heat, Severity IV (100°C).

¢) Damp heat, long term eprsure, Severity IV (84 days)
Damp heat, accelerated, Severity IV (6 cycles)
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1.6 PLAGES NORMALISEES DE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

Les plages normalisées de température de fonctionnement sont:

Plages larges: +15 a + 45°C

0a 4 60°C

—20 a + 70°C

—40 a + 70°C

—55 a + 90°C

—55 a -+105°C
Plages étroites: 45 a +55°C +49 a +51°C
+50 a +60°C +54 a -56°C
-+55 a +65°C +59 a +-61°C
4-65 a +75°C 469 a +71°C
+70 & +80°C +74 & +76°C
480 a +90°C 484 a +86°C

Note: 11 est suggéré que, si I’on envisage des additions ou des modifications ayx
températures qui figurent dans la Publication 68 de la C.E.I. soient prise

1.7l VALEURS NORMALISEES DES CAPACITES DE CHARGE

1.7.1 Les valeurs normalisées des capacités de gharge pquf

fondamental sont:

aleurs suivantes seront normalisées:

12 pF, 15 pF, 20 pF, 30 pF.

INIVEAUX DEXCITATION NORMALISES

z fonctionnant

et-uhe capacité de charge n’est utilisée que pour des applicati

e ci-dessus, les
jorité.

sur le mode

mprise entre

iné son utili-

ement utilisés
pns spéciales.

Les valeurs de niveaux d’excitation normalisées sont:

20, 15;10;5;4;2,5;2;1;0,5; 0,4 et 0,1 mW

avec une tolérance de + 209, sauf spécification contraire dans les feuilles de spécification. Si cette
gamme de valeurs normalisées ne couvrait pas les exigences de nouvelles feuilles de spécifications, les

niveaux d’excitation suivants seraient envisagés en priorité

0,2 mW; 50; 10; 1; et 0,1 pW

avec une tolérance de + 20 9, sauf spécification contraire dans les feuilles de spécification.
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1.6 STANDARD OPERATING TEMPERATURE RANGES

1.7

1.8

The standard operating temperature ranges are:

Wide ranges: +15 to + 45°C

0 to + 60°C
—20 to + 70°C |
—40 to + 70°C
—55 to + 90°C
—55 to +105°C
Narrow ranges: +45 to +55°C +49 to +51°C
450 to 4-60°C +54 to +56°C
+55 to +65°C . +59 to +61°C
+65 to +75°C +69 to +71°C
470 to --80°C +74 to 4-76°C
+80 to +-90°C +84 to -86°C

Note: [t is suggested that, when considering additions or modifications to the above te
ures listed in LE.C. Publication 68 should be considered first.

ture

STANIJARD VALUES OF LOAD CAPACITANCE

1.7.1 | The standard values of load capacitance for crys
quency of the mode are:

ng

theNerhpera-

the fundamenta]l fre-

or special applications, a value of 40 pF

also\be ons'er 4s a standard value due to 1ts extensive yse in

1.7.2 ethe ope ating overtone crystals above 15 MHz (Mc/s) is at series resonjance,

12 pF, 15 pF, 20 pF, 30 pF.

STANTARD LEVELSNQF

ed only in special applications. In these cases, the follpwing

The standard levels of drive are:

B

20, 15,10, 5,4, 2.5,2,1,0.5, 0.4 and 0.1 mW

all - 20 %, unless otherwise specified in the article sheet.  Where the range does not cover the require-

ments of new article sheets, the following levels of drive should be considered first:

0.2 mW, 50, 10, 1 and 0.1 pW

all 4+ 209, unless otherwise specified in the article sheet.
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1.9 MARQUAGE

1.9.1 Chaque quartz doit porter de fagon lisible et indélébile les indications suivantes:
a) Fréquence nominale, en kHz ou MHz (suivant le désir de ’acheteur);
by Marque d’origine (nom du constructeur qui peut &tre indiqué sous la forme codifiée, ou
marque de fabrique);
¢) Toute autre information nécessaire pour définir complétement les caractéristiques du
quartz (voir article 1.9.2).
Note 1. 11 est recommandé de marquer en kHz les quartz fonctionnant sur fondamental et en MHz les quartz
fonctionnant sur partiel.
Note 2. L’apport d’information supplémentaire est facultatif et doit étre tel qu’il n’entraine aucun risque de
confusion.
1.9.2 Pour les quartz qui se conforment & une des feuilles particuli Publication

122-3de la C.E.L), le code de marquage suivant peut étre utilisé article1.9.1:

Le code doit comporter trois symboles, comme suit:

Premier symbole

uy

de la C.E.L

er’comme spécifié dans la seftion quatre
ont numérotés dans 1’ordre d’acceptation pour

< particuliére (voir Ia section six de la Publication 122-3 d

les caracté-
122-3 de 1a
ans I1’ordre
groupe de
prquage est
e la C.E.L).

pnaux peuvent utiliser un code similaire pour le marquage des quartg, basé sur les

'ﬁctlons nationales, mais s’ils le font les stipulations suivantes devraient étre suiviesk
idre lettre « U » doit étre remplacée par une ou deux lettres comme indiqué ci-desgous indiquant
o’de spemﬁcatlons natlonal Ia lettre « Y » do1t étre retenue pour 1nd1quer que Ia

par Ja ou les lettres précédentes.

¢ deuxieéme symbole doit comprendre deux chiffres, ou davantage indiquant le type de oitier comme
stipulé dans la spécification nationale et doit &tre sé Le troisi¢éme
symbole comprendra deux chiffres, ou davantage, indiquant les caractéristiques du quartz autres que
les caractéristiques dimensionnelles, comme stipulé dans la spécification nationale.

Exemples:
Numéro de code de la C.E.I.: UY-AA-01
Numéro de code national: RY-01-01

Les numéros de code du troisi¢éme symbole tels qu’ils sont appliqués par les autorités natio-
nales n’ont pas nécessairement de relation, pour des modéles semblables, avec ceux du
code de la C.E.I.
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1.9 MARKING

1.9.1 Each crystal unit shall have the following information indelibly and legibly marked upon it:

1.9.2

a) Nominal frequency in kHz (kc/s) or MHz (Mc/s) (as called for by the purchaser).

~ b) Mark of origin (manufacturer’s name, which 'r’nay be in code form, or trade mark).

¢) Any other information necessary to obtain a complete definition of the unit (see Clause 1.9.2).

Note 1. 1t is recommended that fundamental crystal units should be marked in kHz (kc/s), and that overtone

crystal units should be marked in MHz (Mc/s).

Note 2. The addition of further information is optional but it should not cause confusion with the marking

required above.

t)or crystal units in accordance with the L.LE.C. article sheets (I.LE.C. Publication 122-3),|the
llowing marking code may be used for item ¢) of Clause 1.9.1:
The code shall consist of three symbols, as follows:
First symbol
Uy
U denoting “L.E.C. Specification system”’
Y denoting ““according to I.LE.C. Publication 127
Yecond symbol
alder as down in Section Four (LK.C.
Publication 122-3). The crystal ho gttered in the order in which they|are
Third symbol
[wo or more nu { aracteristics of the crystal unit (other than the dinjen-
Jional charagteristics)as vl Section Six (I.E.C. Publication 122-3). The type$ of
grystal un i umbered in the order in which they are accepted
for standardizg e second and third symbols shall be separated Hy a
) parking“¢ode is shown on each article sheet (Section Six, LE.C
|
] : i j h desire to use a similar code for the marking of crystal units based gpon
i i specifications, are free to do so but if they do, they should comply with the following sti-
shall be replaced by one or two letters as given below indicating the national spgcifi-
illa-

symbol shall COl‘lSISt of two or more numbers 1nd1cat1ng the characteristics of the crystal unit (other
than the dimensional characteristics) as laid down in the national specification.

Examples:

1.E.C. code number: UY-AA-01
National code number: RY-01-01

The code numbers of the third symbol, as applied by the National authorities, need bear no

relation to the L.E.C. code number for similar types.
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1.10 ESSAIS DE TYPE

1.10.1

1.10.2

Un modele de quartz englobe tous les quartz de fabrication semblable et dont la fréquence
et la tolérance rentrent dans la gamme proposée par le constructeur pour cette fabrication.

Les essais d’homologation sont, & I’origine, exécutés pour se rendre compte si une piéce
détachée, construite suivant un projet particulier, satisfait aux prescriptions de la spécifi-
cation. Certains de ces essais ou tous peuvent étre répétés de temps en temps sur des
pi¢ces prélevées sur la fabrication courante, de fagon a confirmer que Ia qualité du composant
satisfait encore aux prescriptions de la spécification.

Ces derniers essais peuvent montrer des défauts de construction qui ne sont pas apparus

lors des premiers essais ou peuvent, simplement, indiquer des défauts de fabrication qui
devront, ajors étre corrigés pour les fonrnitures futures

21

1.10.3

ESSAIS DE CONTROLE DE FABRICATION

Cette spécification ne donne pas de renseignements sur ley’Pplans.d’éc antillonnage, qui

doivent faire 1’objet d’un accord entre le client et le fab

’aksurer que les

I’acheteur.

pbnnage agréé

re le client et le
essais doivent
Equence de cette

¢ ci-dessous:

Essai Article
xamen visuel externe ' : 2.3.1
Fréquence et résistance équivalente 241
Fréquence et résistance équivalente en fonction du niveau
d’excitation 2.4.2
Fréquence et résistance équivalente dans la plage de température 243
Fréquences parasites 2.4.4
Autres parameétres du quartz (forsque ces essais sont applicables) - 245
Résistance d’isolemént . 24.8
Secousses 2.5.1
Vibration 2.5.2
Résistance mécanique des sorties 2.5.5, 2.54
2.5.5, 2.5.6
Scellement 2.5.7
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1.10 TYPE ACCEPTANCE TESTS

1.10.1 Crystal units of one type comprise units having similar design features and falling within
: the manufacturer’s proposed range of frequency and tolerance for the design considered.

1.10.2 Type acceptance tests are originally carried out to discover if a particular design of com-
ponent will meet the requirements of the Specification. Some or all of these tests may be
repeated from time to time on samples drawn from current production to confirm that the
quality of the product is still to the requirements of the Specification.

Failure in these latter tests may show defects of design not apparent in the original tests or
may merely indicate defects in production which need to be corrected in future supplies.

1.10.3 This specification does not include information on any sampling schéies.  These~should
be the subject of agreement between customer and manufacturer

1.11 PRODPCTION TESTS

Prodt crystal finits
delive
Note:
2.1 ScHED
2.1.1 i 6 oste N\based upon a sampling scheme agreed yipon

all’be 24 (or lesser number as may be agreed between cusfomer
g samp es shall bé representative of the frequency range to be covered and shall
§ ighest and lowest frequencies in the required range, with the remdinder

Clause
External visual examination 2.3.1
Frequency and equivalent resistance 241
Frequency and equivalent resistance as a function of level of
drive 24.2
Temperature run 243
Unwanted response 24.4
Other crystal unit parameters (where applicable) 245
Insulation resistance 2.4.8
Bumping 2.5.1
Vibration 252
Mechanical tests on terminations 253,254
2.5.5, 2.5.6
Sealing 2.5.7
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2.1.3 Les quartz sont alors divisés en trois lots égaux.

Toutes les pieces de chaque lot doivent subir les essais ci-apres dans I’ordre indiqué ci-aprés:

Essai Article

ler lot d’échantillons
Soudure (lorsque cet essai est applicable) 2.5.8
Chaleur séche 2.5.9
Chaleur humide (essai accéléré) premier cycle 2.5.10
Froid sec 2.5.11
Chaleur humide (essai accéléré) cycles restants 2512
Stabilité aux cycles d’échauffement 2.5.1
Fréquence et résistance équivalente dans la gamme de tempé-

rature
Corrosion
2me lot d’échantillons ;
Chaleur humide (essai de longue durée) N .
Fréquence et résistance équivalente dans la gamme (de tempg

rature) 4.3
Examen interne . (7 2.3.2

\d

3me lot d’échantillons v
Vieillissement 2.5.16
Fréquence et résistance équivalente\dahs la me pé

rature) » 2.4.3

intervalle ne dépassant pas 3 jours est|admis entre
‘ptervalle séparant le premier cycle de 1’essai| accéléré de
s€c. Dans ce cas, ’essai de froid sec doit suivrd immédiate-

essais d’homologation ne doit pas étre utilisé sur un appareil, |ni reversé aux

Sauf specification contraire, tous les essais doivent &tre effectués dans les conditions atmosphériques
normales d’essai fixées dans la Publication 68 de la C.E.L.: Essais fondamentaux climg tiques et de

—robustesseméranique des piétes détachées pour materiel ¢lectronique.

Avant les mesures, les quartz doivent &tre stockés a la température d’essai pendant un temps suffisant
pour leur permettre d’atteindre en tous leurs points cette température.

by

Lorsque les mesures sont effectuées & une température différente de la température normale, les
résultats doivent, si nécessaire, &tre ramenés a cette température. La température ambiante 4 laquelle
ont ét¢ effectuées les mesures doit &tre mentionnée sur le procés-verbal d’essai.

Note: Pendant et entre les essais, les quartz ne doivent pas &tre soumis a des conditions susceptibles de fausser les résultats
des mesures.
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2.1.3 The crystal units shall then be divided into three equal lots.

All units in each lot shall undergo the following tests in the order stated hereafter:

Test Clause

First lot

Soldering (when applicable)

Dry heat

Damp heat (accelerated) first cycle

Dry cold

Damp heat (accelerated) remaining cycles
Heat cycle stability

Temperature run

Corrosion

Second lot

Damp heat, long term exposure
Temperature run
Internal examination

N\
Third lot }
Ageing 2.5.16
Temperature run 2.4.3

n the series of t¢ an ijiterval of not more than 3 days is permifted
petween any of s & en accelerated damp heat first cycle and dry cpold.
n this ca . immediately after the recovery period specified| for

1

2.2 STANDA

Unless [otherwise specified, all tests shall be carried out under standard atmospheric conditions| for
testing |as$pecified in L.LE.C. Publication 68, Basic climatic and mechanical robustness tes ing
procedur quipment.

Before the measurements are made, the unit shall be stored at the measuring temperature for a time
sufficient to allow the entire unit to reach this temperature.

When measurements are made at a temperature other than the standard temperature, the results
shall, where necessary, be corrected to the standard temperature. The ambient temperature during
the measurements shall be stated in the test report.

Note: During and between tests, the crystal unit should not be subjected to conditions likely to invalidate the results
of the measurements.
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2.3 EXAMEN VISUEL

2.3.1 Examen visuel externe

2.3.1.1 Les dimensions doivent &tre vérifiées et doivent satisfaire aux valeurs spécifiées.

2.3.1.2 Le quartz doit &tre fabriqué conformément aux regles de 1’art.

2.3.1.3 Le marquage doit étre lisible et durable.

2.3.2 Examen inferne

2.3.2.1 Le quariz est démonté et I'intérieur est examiné visuellement. L’intérieur doit &tre exempt

de particules a ’état libre et de corps étrangers.

24.3

2431

2.3.2.3 Aprés ’essai suivant, il est vérifié que sur un résonateu
de métallisation n’a été arrachée. '

Méthode d’essai a I’étude.

2.4 MESURES ELECTRIQUES

24.1 Mesuré de la fréquence e

7372727 Pendant ['essal suivant, la liaison entre chaque Nl de suspension gt 1a € de quartz ne doit
pas étre coupée.
Méthode d’essai & 1’étude.

cune parcelle

2.4.1.1 La fréquence du quartz gt lanresi Sq v ué¢ dans l'ar-

2.4.1.2 La fréquence du quartz\et 14 résistamce ¢
graphev2.4.1.3

jvalente sont mesurées & ’aide de la méthode
aux conditions spécifiées, la forme|d’onde étant

ivalénte peuvent étre mesurées par toute mgthode conve-
ats correspondent & ceux obtenus en utilisafgt la méthode

ormalisées sont données dans ’appendice de cettq spécification.

¢ équivalente en fonction du niveau d’excitation

e I’article 2.4.1 sont répétées aux niveaux d’excitation spécifiés. Leg variations de
¢ et de la résistance équivalente en comparaison avec les valeurs mesurées dans le
2.4.1.2 ne doivent pas dépasser les limites spécifiées.

Au début de I’essai, le quartz est amené 3 la températnre spécifiée. T.a fréquence bt la résistance

équivalente sont mesurées, 4 1’équilibre thermique, dans toute la gamme de température
aux conditions spécifiées et en accord avec le paragraphe 2.4.1.

Les mesures sont effectuées & des intervalles ne dépassant pas 1,5°C. Le quartz peut étre
mesuré dans les conditions de température variable, le gradient de température devant &tre
tel qu’une concordance puisse étre établie entre les résultats des deux méthodes.

La fréquence et la résistance équivalente ne doivent pas présenter de variations discontinues,

et elles doivent satisfaire aux conditions prescrites dans toute la gamme de température
spécifiée.
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2.3 VISUAL EXAMINATION

24

2.3.1

2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3

232

External visual examination

The dimensions shall be checked and they shall comply with the specified values.
The crystal unit shall be manufactured in accordance with good current practice.

The marking shall be legible and durable.

Internal examination

2.3.2.1 The crystal unit shall be dismantled and the inside shall be visually examined. The interior

2322

2.3.2.3

ELECTRICAL TESTS

24.1
2.4.1.1

24.1.2

24.1.3

2.4.2

243
2.4.3.1

shall be free from loose particles and foreign materials.

When tested in accordance with the following, the junction between eac,
and the crystal vibrator of wire mounted crystal units shall not break’

Test method under consideration.

suspension

When tested in accordance with the following, the plated surface
plated crystal units shall show no evidence of removal of thé

Test method under consideration.

in 2.4.1.3.

method proyide
to a deg
Standard me

ance as a function of drive level

Starting with the crystal unit at the lowest temperature in the range the frequency

vire

1.2

ffied
bed

hod

e’2.4.1. shall be repeated at the specified drive levels. The chhnge

1.1.2

and

equivalent resistance shall be measured over the specified temperature range under condi

tions

of thermal equilibrium under specified conditions and in accordance with Clause 2.4.1.

The measurements shall be made at intervals not greater than 1.5 degrees Centigrade.

The crystal unit may be measured under conditions of varying temperature, the rate of
temperature rise being such that adequate correlation has been established between the

results of the two tests.

The frequency and the equivalent resistance shall not show discontinuous variation.
any temperature within the specified temperature range the frequency and the equiv
resistance shall fulfil the requirements.

At
alent
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2.4.3.2 Pour constater la présence de matiére volatile dans le boitier, on fait varier la température
du boitier entre —30 et +20°C en une période de temps ne dépassant pas 1 minute. Pendant
cet essai, la fréquence et la résistance équivalente doivent étre mesurées de facon continue.
Elles ne doivent pas présenter de variations discontinues et elles doivent satisfaire aux
conditions prescrites & chaque température de la plage spécifiée.

Note: Les essais 2.4.3.1 et 2.4.3.2 peuvent étre combinés.

2.4.4 TFréquences parasites

2.4.4.1 Le quartz est connecté a 1’oscillateur d’essai spécifié. Une variation de I’accord est effectuée
lentement entre les limites spécifiées. ‘

L’essai est effectué aux conditions spécifiées.

11 'ne doit se presenter ni variation de fréquence brusque ni osciflation\intermittente.

Des essais convenables sont a 1’étude.

2.4.4.2 Lorsque cet essai est spécifié, la gamme de températuge & n la méthode
du paragraphe 2.4.3.1, sauf qu’aprés chaque mes ) is [hors circuit,
puis en circuit & nouveau avant la mesure quiSuit

Il ne devra pas y avoir de sauts de fréquen

2.4.5 Capacité paralléle

e résonance

La capacité paralléle est. rée
quelconque du quartz.

Téq

2.4.6 Rapport de capacité
A Tétude.

Cette tension

2.5 ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES

2.5.1 Secousses

2.5.1.1 Les quartz sont soumis a I’essai E de la Publication 68 de la C.E.L, conformément a la
procédure spécifiée pour cet essai, avec la sévérité requise.

Note: Cet essai est a I’étude.

2.5.1.2 Les quartz sont alors examinés visuellement. Ils ne doivent pas présenter de dommage visible.
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2.4.3.2 To detect volatile material inside the holder, the temperature of the crystal holder shall be

varied between —30 and +4-20°C in a period not exceeding 1 minute.

During this test, the

frequency and the equivalent resistance shall be measured so as to provide continuous readings
and these shall not show discontinuous variation. At any temperature within the temperature
range the frequency and the equivalent resistance shall fulfil the requirements.

Note: The tests according to 2.4.3.1 and 2.4.3.2 may be combined.

2.4.4 Unwanted response

2.4.4.1 The crystal unit is inserted in a specified test set, and the tuning shall be varied slowly over

the specified range.

The test shall be carried out under specified conditions.

condition.

Suitable tests are under consideration.

2.44.2
with the exception that after each measurement the crystal

There shall be no abrupt frequency shifts.

2.4.5 Parallel capacitance

The parallel capacitance shall be
frequency of the unit.

2.4.6 Capacitance ratio

Under consideratio

2.4.7 Distributed capac
Under coati

2.4.8

There shall be no abrupt frequency shift and there shall be no interphittent\ oscillafing

When specified, the temperature run shall be carried out A

switched on again before the next measurement (intermiftent. te

tied

MECHANICAL AND CLIMATIC TESTS

2.5.1 Bumping

2.5.1.1 The crystal units shall be subjected to the procedure of Test E of LE.C. Publication 68,

using the specified degree of severity.

Note: This test is still under consideration.

2.5.1.2 The crystal units shall then be visually examined. There shall be no visible damage.
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2.5.1.3 La fréquence et la résistance équivalente sont alors mesurées. Les variations de la fréquence
et de la résistance équivalente par rapport dux valeurs mesurées au paragraphe 2.4.1.2 ne
doivent pas dépasser les limites spécifiées.

2.5.1.4 Lorsque cet essai est prescrit par une feuille particuliére, celle-ci doit spécifier les points
suivants:
la condition de sévérité;
les limites des variations de la fréquence et de la résistance équivalente.

2.5.2 Vibration
A T’étude.

2.5.3 Essai de traction sur les sorties

Eeur position -
avec le poids
ent. Dans le
ix directions.

oint suivant:

bur le quartz.

réle dans la
ar rapport a

et A revenir
lan vertical.

liages consé-

, il faut, soit
oit effectuer

dans le cas de sorties moins résistantes dans un plan donné, le sens du pliage.

2.5.5 Souplesse des cosses a souder
2.5.5.1 Chaque cosse & souder doit supporter 1 cycle de pliage sans dommage visible pour le quartz.

2.5.5.2 Les cosses sont pliées & la main d’un angle de 90° et sont ensuite ramenées a la position
normale.

Cette opération est définie comme un cycle de pliage.
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2.5.1.3 The frequency and equivalent resistance shall then be measured. The change of frequency
and equivalent resistance compared with the values measured in 2.4.1.2 shall not exceed
the specified limits.

2.5.1.4 If this test is included in an article sheet, the following shall be specified:

the degree of severity of the test;
the limits of change of frequency and equivalent resistance.

2.5.2 Vibration

Under consideration.

2.5.3 Tensile test on terminations

2.5.3.1 Apfter the following test there shall be no visible damage to the crysga

2.5.3.2 The body of the crystal unit shall be clamped and each terminations sukjested,“
g force applied along its axis for a period of 30 seconds. The load sha
For pin terminations the load shall be applied in both direeti

2.54.1 1
q

2.54.2 G
in the direction of the\termigation, the \pody of the
formal position fetative Mo the (body-~oR the-unit.

2.54.3 1

all

in the case of terminations which are weaker in one plane than in others, the directi
of testing.

2.5.5 Flexibility of soldering tags

2.5.5.1 Each soldering tag shall withstand 1 cycle of bending without visible damage to the crystal
unit.

2.5.5.2 Tag terminations shall be bent with the fingers through an angle of 90° and back to normal.

This operation shall be defined as one cycle of bending.
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2.5.6 Essai de pliage des broches
2.5.6.1 Aprés I’essai suivant, le quartz ne doit pas présenter de dommage visible.

2.5.6.2 On immobilise le corps du quartz et on charge 4 tour de rdle les broches, successivement
dans deux directions opposées perpendiculaires & I’axe de la broche, avec la force spécifiée
appliquée pendant 10 secondes dans chaque direction. Le point d’application de la force
doit se trouver le plus prés possible de P’extrémité de la broche; en aucun cas il ne se trouvera
4 une distance de son extrémité de plus de 1/4 de la longueur de la broche. La force doit étre
appliquée graduellement.

2.5.6.3 Lorsque cet essai est prescrit par une feuille particuliére, celle-ci doit spécifier le point suivant:

Ja force mentionnée en 2.5.6.2.

2.5.7 Scellement

lication 68 de

dégazée.

Pintérieur du
de fuite.

hux conditions

e visible.

e la fréquence
s précédentes

les points sui-

s vaplations de la fréquence et de la résistance équivalente,

dthodes convenables d’essai sont & 1’étude.

Pour et essai on utilise un bain de soudure pourvu d’un dispositif capable d¢ maintenir la
rature de la soudure & 300 4- 10°C. Des précautions doivent &tre prises afin de s’assurer
que la température est uniforme dans tout le bain entre les limites mentionnées ci-dessus. La
surface de la soudure doit &tre gardée pure et claire. Immédiatement avant un essai on laisse
tomber dans le centre du bain un morceau de soudure constitué par 609, d’étain et 409 de
plomb avec une dme de résine non-activée. La longueur de cette piece doit étre d’environ
12 mm (0,5 pouce) et le diamétre d’environ 1,6 mm (1/16 inch).

Dés que la soudure ajoutée a fondu, la sortie du quartz est immergée dans la direction de
son axe longitudinal dans le bain de soudure. La durée de I’immersion est de 2 secondes 4 0,5.
Les sorties par fil sont immergées jusqu’a un point éloigné de 6 mm de 1’endroit ot la sortie
émerge du corps du quartz. Les cosses & souder sont immergées sur la moitié de leur longueur.
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2.5.6 Bending test on pin terminations

2.5.6.1
2.5.6.2

2.5.6.3

2.5.7
2.5.7.1

2.5.7.2

2.5.7.3

2.5.7.4

2.5.7.5

2.5.7.6

2.5.1.7

2.5.8
2.5.8.1

After the following test, there shall be no visible damage to the crystal unit.

The body of the unit shall be clamped and the pins loaded in turn, consecutively in opposite
directions perpendicular to the pin axis, with the specified force, for a period of 10 seconds
in each direction. The force shall be applied as near to the free end of the pin as possible
and in no case more than 1/4 of the pin length down from the free end. The force shall be
applied gradually.

If this test is included in an article sheet, the following shall be specified:
the force referred to in 2.5.6.2.

ealing

his test shall be carried out in accordance with Test M (Low air Press

[he frequency and equivalent resist
nd equivalent resistance compared Wi e i i i nll

e of
the selder at\300 + 10°C. Precautions shall be taken to ensure uniformity of temperatyre
throughout the mass of the solder within the above-mentioned limits. The surface of the
bath shall be kept clean and bright, and immediately prior to a test a piece, approximately
12 mm (0.5 inch) long and 1.6 mm (1/16 inch) in diameter of 60/40 tin-lead alloy solder
with non-activated rosin core, shall be dropped into the middle of the bath.

As soon as the added solder wire has melted, the unit termination shall be immersed in the
direction of its longitudinal axis into the bath of molten solder. The duration of the immer-
sion shall be 2 + 0.5 seconds.

Wire terminations shall be immersed up to 6 mm from the point where the termination
emerges from the body of the unit. Soldering tags shall be immersed for half their length.
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2.5.8.2 La sortie doit &tre examinée pour vérifier I’étamage. 11 doit se produire un écoulement libre
de la soudure et la sortie doit &tre correctement recouverte de soudure.

2.5.8.3 La sortie est ensuite immergée, comme indiqué au paragraphe 2.5.8.1, pour une période
supplémentaire de 8 4 1 secondes, puis retirée.

2.5.8.4 Les quartz sont examinés visuellement. Ils ne doivent pas présenter de dommage visible.

2.5.8.5 La fréquence et la résistance équivalente sont alors mesurées. Les variations de la fréquence

: ct de la résistance équivalente par rapport aux valeurs obtenues par les mesures précédentes
ne doivent pas dépasser les limites spécifiées. Cette mesure doit étre effectuée dans un délai
de 1 a 2 heures aprés la fin de ’essai de soudure.

2.5.8.6 Lorsque cet essai est prescrit par une feuille particuliére, celle-ci doit spécifier le point suivant:

le e C aria 3 5 et—delarésistance=éguiva fe.

2.5.9

2.5.9.1 4 température
2.5.9.2 ivent pas pré-
2.5.9.3 es variations dle la fréquence

et de la résistance équivalente par 'es précédentes

ne doivent pas dépasse

2.5.9.4 Lorsque cet essai est p
suivants:

ifier les points

elles-ci s’écartent des conditions normiales de reprise;
fréquence et de la résistance équivalentg.

9is & un cycle de ’essai D de la Publication 68 de la|C.E.IL, confor-

pivent pas pré-

plors mesurées.

Legyvariations de la fréquence et de la résistance équivalente par rapport aux vhleurs obtenues
pér les mesures précédentes ne doivent pas dépasser les limites spécifiées.

Tarésistance ¢ Isotenment e doit pas étre inférieure 4 ta valcur Specifice.

2.5.10.4 Aprés ces mesures, les quartz sont immédiatement soumis & 1’essai de froid sec.
2.5.10.5 Lorsque cet essai de chaleur humide est prescrit par une feuille particuliere, celle-ci doit
spécifier les points suivants:
les conditions de reprise lorsque celles-ci s’écartent des conditions normales de
reprise;
les limites des variations de la fréquence et de la résistance équivalente;

la valeur minimum de la résistance d’isolement.
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